


TEKNIK OZELLIKLER

Gozlem modlari:

« Gegirimli 151k Gzerinde aydinlik alan
e Aydinlik alan

« Temel polarizasyon

« Egik aydinlatma

Epi-aydinlatma: XLED sistemi. 65.000 saat 6muir. 6300K
sicakhik.3.6W disuk enerji tUketimi. 50W standart halojen
ampule esdeger 151k yogunlugu. Ayarlanabilir parlaklik.

Kafa: Trinokiler (sabit 50/50), 30° egimli, 360° donebilen
Gozbebekleri arasi uzaklik: 50 ve 75 mm arasi ayarlanabilir
Diyoptral ayar: Sol mercek Gzerinde

Okuler: WF10x/22 mm, yUksek goz noktasi

Mercek yuvasi: 5 pozisyonlu mercek yuvasi, bilyali rulman
Uzerinde. Her objektif icin merkezleme sistemi.

Specimen stage: Cift katmanli mekanik hareketli tabla
233x147 mm, hareket mesafesi 76x52 mm.numune futucu
ile birlikte.

Odaklama: Es eksenli kaba ve hassas odaklama
mekanizmasi

Boyutlar: Yikseklik (mm) 505
Genislik (mm) 270
Derinlik (mm) 550

Agirhk: 12.5 kg

Aydinlatma anahtari

Cift katmanli mekanik hareketli fabla 233x147 mm,
hareket mesafesi 76x52 mm.numune tutucu ile birlikte



UPM

902

UPM 902 yuksek kontrast ve homojen parlak 151k

Uretmek igin gelismis ve etkileyici optikler, 22 mm
genis gorus alani, 6zel X-LED aydinlatma kaynagi ve
Koehler aydinlatici ile donatilmis ¢ok gesitli analiz
uygulamalarina cevap verir.

UPM 902, hem iletilen hem de gegirimli aydinlatma
icin 6zel X-LED aydinlatma kaynagina sahip, 10S
W-PLAN MET objektifler ve metalurjik aksesuarlarla
ihtiyaclariniza cevap veren gelismis rutin laboratuvar
mikroskobudur.

UPM 902 malzeme bilimi ve metalografik uygulamalar
icin gerekli olan saglamlik ve kompakt yapiya sahipfir ve
metalografik  numunelerin  rufin  uygulamalarda
kullanilabilir.

UPM 902'nin birgok bileseni, yiksek performans ve
ayni zamanda c¢ok iyi dizeyde guvenilirlik ve
dayaniklihk saglar. Mikemmel kalite/fiyat orani, Gretim
maliyetlerinin ve malzeme segiminin akilli bir sekilde
birlestirilmesinin bir sonucu olarak fasarlanmistir.

Mercek: 0,2/0,9 N.A. Menteseli tip, iris diyaframi ile
birlikte, merkezlenebilir ve odaklanabilir

Gegirgen Aydinlatma (Full Koehler tipi): X-LED sistemi
(beyaz i151k) 3.6 W LED (6.300 K sicakhk) ayarlanabilir
parlakhk. Coklu giris 100-240Vac/6Vdc harici gig

Cift katmanl mekanik hareketli tabla 233x147 mm SIPARIS NO: 60 04
62 i1 - OkUler WF10x/22mm
62 42 - OkUler WF15x/16mm
62 53 - OkUler mikrometre PL10x/22mm
60 41- 26x76mm mikrometrik slayt. R:1mm,
div:0,0Imm
60 74 - IMAGINE HARDWARE SET igin Baglanti adaptory,
0.5x odaklanabilir



Genis Goriig Alani (22 mm)

22mm genis goris alani kullaniciya konfor ve alan saglar.
Bu ozellik, ekstra genis bir alaninin incelenebilecegi ve
ozellikle laboratuvar ortaminda ihtiyag duyulan dogal ve
kolay bir gorUse olanak tanidigi anlamina gelir.

Givenli Ve Konforlu Uygulamalar
Cift katmanli mekanik hareketli fabla herhangi bir gikinti
yapmadan yumusak bir harekete izin veren kayis tahrikli
bir mekanizma ile fasarlanmigtir. Bu tasarim size daha
kompakt bir ¢c6zim sunar ve yanhshkla ellerinizle rafa
carphi@inizda yaralanma riskini azalfir. DUsUK elektrik
I0S W-PLAN MET (5x, 10x, 20x, 50x) Objektifler. tOketimi (yalnizca 3,6 W) ile birlikte cok yUksek derecede
100x opsiyoneldir. 1Stk yogunlugu kaliteli gdzlemi, enerji tasarrufu ile
birlestirir.
Yuksek Volimli Uygulamalar igin Akilli Tasarim
2 numuneyi kolay ve hizli bir sekilde incelemek igin 0zgiin X-LED Aydinlatma Kaynagi
blUyik, dayanikli tabla ile isleriniz kolaylasir. Uzun Ozgin X-LED aydinlatma sistemi, cok yiksek isik
incelemeleriniz icin ergonomik fasarim ve kontroller, yogunlugu, 6zel lens ve kolektdr tasarimi, tim yogunluk
kolay tasima icin uygun kulplar ile konforlu kullanim seviyelerinde sabit saf beyaz renk sicakligl, essiz renk
saglar. dogrulugu, homoijenligi ve parlakhg saglar. YUksek
performans igin 151k yogunlugunu iki katina gikarabilen
%90’lara Varan Enerii Tasarrufu ozel teknoloiji, sabit saf beyaz renk sicakligi (6,300K renk
Sadece 3.6 W'lik eneriji tUketimi ile enerji tasarrufu saglar. sicakhgl) saglar. Elektrik faturalarini %90 oraninda
50 W halojen lambaya gore ¢ok daha etkin ve verimli 3zaltmanizi saglayan inanilmaz derecede dusik enerij
kullanim. Uzun 6murlU LED 151k ginde 8 saat kullanimda tUketimi sayesinde 6nemli para ve eneriji tasarrufu elde
toplam 65,000 saat = 22 yillik dmre sahipfir. edilir.

WF10x/22 mm yUksek gbz noktasi, gozbebekleri XY hareket kabiliyeti 78x54mm X-LED Full Koehler tipi gegirgen aydinlatma
arasl uzaklik & diyoptral ayarlamali




Gorintiyi Es Zamanl izle
Trinokuler cikisi ile gelecekte bile en son
teknoloji kameralarla es zamanh olarak
goruntilerinizi elde edin. Her tir kamera igin
modern C montajli odaklanabilir profesyonel
adaptorler ile kamera secenekleriniz cok fazla.

Farkli Gozlem Modlari
Aydinlik alan ve aydinlik alan ile numuneyi
gorintilemenin gok basit ve daha az ayar
gerektiren kolay kullanimini saglar.
«Gegirimli 151k Uzerinde aydinlik alan
eAydinlk alan

eTemel polarizasyon

Egik aydinlatma

lyi Bir Gorint Analizi igin iyi

Genis gorus alani icin WF10x/22 okilerler.
Rahatsiz edici dis 1siktan kurtulmak icin rahat
kauguk kap. GozIUk kullanicilari igin yiksek goz
noktasi, iki géz arasindaki farklari telafi etmek
icin diyoptrik ayar (sol mercek Uzerinde). iki gbz
arasindaki mesafe farkini telafi etmek igin
50-75 mm gdzbebekleri arasi ayari.

Malzeme Bilimi icin Tasarlanmis YiUksek Kalitede
Objektifler

GUglU XLED 151k kaynagi ile birlikte malzeme bilimi ve
metalografik uygulamalar igin fasarlanmis 10S W-PLAN
MET objekfifleri ile birlikte metalUrijik baglantilar, saglam
ve kompakf bir yapiyi bir araya gefirir. Metfalografik
numuneler ve diger fir numuneler igin ideal olan kapak
surgUsu olmadan ¢alisan cam kapaksiz objektifler ile
yUksek kalitede goruntyu elde edin. Sahip oldugu optik
fasarim ile sabit hizalamalara, pUrizsiz ve dogru
hareketlere izin verir.

Kaba Ve Hassas Odaklama Mekanizmasi

Objekfif ve numune arasindaki femasi dnlemek igin es
eksenli kaba (ayarlanabilir gerilimli) ve limit stop'lu
hassas odaklama mekanizmasi.

Objektifler (gerinimsiz):
10S W-PLAN MET 5x/0.12
10S W-PLAN MET 10x/0.25
10S W-PLAN MET 20x/0.40
10S W-PLAN MET 50x/0.75



GORUNTU ANALIZI

MESURA 200

IMAGIN MESURA 200, kamera ile
elde edilen goruntiler Uzerinde
analiz, 6lgme ve degerlendirmelerin
daha saghkli yapilabilmesi igin
bircok resim isleme fonksiyonunu
icinde bulundurur. Elde edilen
mikroyapl  gorUntileri  mevcut
kayith goruntiler ile karsilastirmak
mUmkindur.

IMAGIN MESURA 200 mikroyapl
gorintuleri Uzerinde; iki nokta arasi
uzaklik, alan, agi, ovallik vb. gibi
olcimleri yapmaniza, kayit edip
arsivlemenize olanak saglar. Kaynak
uygulama degerlendirmeleri, makro
analiz, PCB komponent 6lgimleri
gibi uygulama alanlari icin idealdir.

Bilgi  Notu  ekleme  dzelligi
sayesinde gorinto Uzerine
yorumlama, grafik, sekiller gibi
eklemeler yapmak mimkindir. Bu
sayede gor0ntu Uzerinde isteginize
gore etiketleme yapilabilmektedir.

IMAGIN  MESURA 200, tUm
verilerinizin ~ gézlemlenmek ve
tekrar kullanilabilmek amaci ile bir
yerde foplanmasini saglar.
Depolanmis  fim  goérintd ve
verilerinizden yeni ¢ikarimlar elde
etmek igin veri incelemeye olanak
tanidig1 gibi dilerseniz  METKON
Standart Sablonlarini da
kullanabilirsiniz.

GRANO 200

imaj analiz  uygulamalarindaki
muUsteri gereksinimleri, endistriyel
arastirma  sahalarindaki  karmasik
malzeme uygulamalarina paralel
olarak artmaktadir.

IMAGIN GRANO modilu, ASTM ET12
ve EN ISO 643 standartlarina gore
ofomatik tane boyutu 6l¢imi igin
tasarlanmistir. Tane sinirl
tespitinden sonra fane boyutu
OlcUmUn0 iki farkh yontem ile
hassas olarak 6lcmek mimkindir.

“Intercept  Metfodu” ile alan
Uzerindeki
fane  boyutlarinda  kesismeler
sayilarak

fane  boyufu  Ol¢imU  yapllir.
“Granulometry metodu” ile tane
sinirlarinin renklendirerek tespiti ve
tane boyutu 6lcUmU  minimum,
maksimum ve ortalama tane
buyUklUklerinin hesaplanmasi
mUmkundir.

NODULA 200

IMAGIN modiler gorUnfi analiz
yazilimlari, musteriye kendi
gereksinimlerine gbre sistemini
segmesi ve kurmasi icin esneklik
sunar. Gelismeye ihfiyag

duyuldugunda daha fazla modil
eklenebilir.

IMAGIN NODULA 200 moduily,
dokme demirlerdeki grafit analizi
icin ideal ¢0zUmdir.  Grafit
nodullerin sekil ve biyUkliklerine
gore ofomatik tespiti ve
renklendirilmesi, NF EN 1SO 945
standartlarina gore dokme demir
analizi, %Ferrit , % Grafit, % Perlit
6lcimU mumkin oldugu gibi Ferrit
[ Perlit oranini da ofomatik olarak
vermektedir.
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IMAGIN Hardware Set

5.0 megapiksel CMOS Kamera, USB2 - PC Aktarim
kablosu, Mikroskop arayUzU, Fotograf c¢ekme,
Kalibrasyon yapabilme imkani.

ORDER NO: 66 10

IMAGIN MESURA 200

Fotograf c¢ekme, arsivleme, gorintd gelistirme
iyilestirme, Kalibrasyon, temel &lgimler (uzunluk,
genislik, kalinlik, agi, gevre, alan v.b.), manuel faz
analizi, fotografa bilgi notu ekleme. Excel'e direk data
transferi. Bilgisayar harig. 1 ginlUk egitim dahil.

ORDER NO: 66 02

IMAGIN GRANO 200

Fotograf ¢cekme, arsivleme ve kalibrasyon. ASTM E112
ve NF EN ISO 643 standardlarina gore fane boyufu
0lcimU, Intercept methodu ile hizli ve hassas 6lgim
kolayligi. Tane sinirlarinin  hassas olarak tespifi.
Granulometry  metodu ile  tane  sinirlarinin
renklendirilerek tespiti ve tane boyutu 06lgOmU.
Minimum, maximum ve ortalama tane biuyukliklerinin
hesaplanmasi. Excel'e dogrudan data transferi,
Bilgisayar Harig¢ 1 g0nlUk egitim dahil.

ORDER NO: 66 04

IMAGIN NODULA 200

Fotograf c¢ekme, arsivleme ve kalibrasyon. Grafit
nodillerinin sekil ve buyUkliklerine gore otomatik
tespiti ve renklendirilmesi, NF EN ISO 945
standartlarina gore dokme demir analizi, Ferrit/Perlit
orani bulma. Excel' e dogrudan data transferi. Bilgisayar
harig. 1gUnlUk egitim dahil.

ORDER NO: 66 05

IMAGIN TRIO

IMAGIN Hardware Set ve tim modiller (IMAGIN
MESURA 200, IMAGIN GRANO 200 ve IMAGIN GRANO
200) aktif, komple gorinty analiz seti. 1 ginlUk egitim
dahil.

ORDER NO: 66 07

* Diger voltaj ve frekanslar istege gore dizenlenebilir.
Siparisinizde [Utfen belirtiniz.
BUtUn spesifikasyonlar belirfilmeden degistirilebilir.






